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摘 要

在前瞻的SOC 晶片測試問題中，如何精確的量測延遲及測試 延遲錯誤是主要的問題。低電壓及雜訊電壓會引起待測電路

發生延 遲，並且使掃描測試技術難以擷取電路輸出端的正確延遲時序。在 這篇論文裡，我們提出一內嵌式延遲測試

（BIDT）方法，結合延 遲偵測電路、內建自我測試（BIST）電路和掃描鏈。BIDT 電路不 僅可提供內部延遲測試／量測

功能，而且提供適合的時脈時間幫助 掃描鏈獲取正確的輸出延遲資料以避免測試錯誤。我們方法將可有 效提供複雜、高

速SOC 晶圓正確的效能量測。我們的成果是提出 一可行的延遲量測方法，來支援效能測試及降低錯誤測試以減少良 率的

損失，也嘗試提出在低電壓及雜訊電壓測試環境可使用的延遲 錯誤測試技術。在模擬實驗過程中，我們首先使用一個考慮

電壓降 的靜態時續分析（STA）工具計算電路延遲，這個工具可測量待測 電路在不同電壓下的延遲。最後實驗是將待測

電路發生IR-drop 形 成電壓降時，仍由掃描鏈可觀察到正確的路徑延遲時間。我們使用 TSMC 0.18um 來實現BIDT 晶片，

並且確認功能均可正確操作。
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